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SOLICITUD DE ANALISIS DEL LABORATORIO DE RAYOS X

FECHA: NOMBRE DE LA/S MUESTRA/S:

DATOS DEL USUARIO

USUARIO: CODIGO DE GRUPO:

TELEFONO: E-MAIL:

Difraccion de Rayos X (Rellenar s6lo un campo, en caso de tratarse de difraccion en camara rellenar el
formulario SOLICITUD DE ANALISIS EN DIFRACTOMETRO CON CAMARAS DE TEMPERATURA)

[ ] Método estandar (A26=3-70° paso = 0,03% t = | s; condiciones del tubo: 40kV y 40 mA; rendija de
divergencia: variable 12 mm; muestra sin giro; rendija del detector: 0,2 mm; con filtro de niquel)

|| Nombre del método (En caso de un método ya creado): ........oueuininininititat e

D Condiciones de medida:

Rango de angulos: ....... ... ° Paso de angulo: ..................°

Tiempo por paso: .............. ... S Condiciones del tubo: ............ kV mA
Rendija de divergencia: ........... mm Rendija del detector:............... mm

] Con giro de muestra ] Con monocromador

Fluorescencia de Rayos X

D Analisis cuantitativos

L1 Analisis de mayoritarios ((SiO,, AL,Os, Fe,0;, MnO, MgO, Ca0, Na,0, K,0,TiO,, P,0s en
% con SO; opcional segin matriz) en muestras geologicas o minerales en forma de polvo con preparacion
en forma de perla. Incluye medida de pérdida por calcinacion. Cantidad de muestra recomendable mas de 2
gramos.)

[] Analisis de elementos traza ((Cl, Sc, V, Cr, Co, Ni, Cu, Zn, Ga, Ge, As, Se, Br, Rb, Sr, Y, Zr,
Nb, Mo, Ag, Cd, Sn, Sb, Te, I, Cs, Ba, La, Ce, Nd, Sm, Yb, Hf, Ta, W, Tl, Pb, Bi, Th y U en ppm) en
muestras geoldgicas o minerales en forma de polvo con preparacion en forma de pastilla prensada. Cantidad
de muestra recomendable mas de 12 gramos.)

[ ] Analisis cuantitativos a la carta (se creardn segiin necesidades del usuario para muestras en
polvo, sdlidas o liquidas. El usuario debera proporcionar los patrones adecuados a la matriz que pretende
analizar).

|| Métodos 1Q+ semicuantitativos para muestras en polvo, solidas o liquidas (Elementos detectados con niimero
atébmico entre el O y el U, ambos incluidos; 8 > Z < 92). Posibilidad de entrega de resultados como elementos u
oxidos, y nomalizados al 100% o no, segun interés de usuario. Resultados por debajo de un 0,5 % en concentraciéon
pueden ser estimativos en algunos casos. Se recomienda, para resultados por debajo del 0,5 % realizar el Método
Protrace.
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Microfluorescencia de Rayos X

Describir brevemente el analisis a realizar:

Tipo de analisis a realizar:

[ ] Mapping [ Analisis lineal [] Analisis puntual

Observaciones
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